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図２  各膜厚での還元干渉関数。 
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[はじめに] 

 表面の roughnessや膜厚ゆらぎ、薄膜中の密度ゆら

ぎ等を反映した信号が得られる微小角入射 X 線小角

散乱（Grazing-Incidence Small Angle X-ray Scattering: 

GISAXS）を用いて製膜中の有機薄膜の表面形態評価

技術開発を行っている。前回発表した 1 monolayer 以

下のペンタセン製膜初期の表面形態評価に引き続き、

今回は 1-2 monolayers (ML)の表面形態について検討

した。 

 

[実験] 

SPring-8 の BL46XU において、シリコン基板（自

然酸化膜つき）に製膜中のペンタセン膜の表面に対し

て 0.163で波長 1.20 Å の X 線を入射し、散乱された

X 線のプロファイルを試料から 3113.6 mm 下流に設

置した 2次元検出器を用いて測定した。 

 

[結果] 

図 1はAFM観察で較正した被覆量 0.5 ML、1.0 ML, 

1.5 ML、2.0 MLにおける take-off角 0.43での試料面

内方向の散乱 X 線プロファイル、図２は図 1 より導

出した還元干渉関数である。これらの図が示すように

低波数域には pentacene island 相互の相関を反映した

極大値が見られる。極大を与える波数は 0.5 MLと 1.0 

ML、及び 1.5 MLと 2.0 MLの組み合わせではそれぞ

れ同じ値であるが、1 MLを超える膜の波数は 1 ML

未満よりも大きく、相関距離が短いことを示してい

る。 

図３は測定より得られた還元干渉関数を再現する

階段関数型の２体分布関数より導出した相関距離で

ある。図３が示すに 1 MLを超えた膜の相関距離は 1 

ML以下の膜の相関距離のほぼ 1/3であり、pentacene

分子のpentacene膜上の拡散距離はSiO2上よりも著し

く短いことを示唆している。 
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図 1  各膜厚での take-off角 0.43におけ

る面内方向の GISAXSプロファイル 
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図３ 相関距離の膜厚依存 
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